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Przedmiotem wynalazku jest interferometr po-
rownawczy dwupromieniowy z jednym czarnym
prazkiem zerowym, stuzacy do pomiaréw wsp6i-
czynnika zalamania gazéw.

Znane sg i dotychczas stosowane interferometry
typu Jamina-Mascarta, ktére w wymiku zastoso-
wania ukladu rozdzielajacego i laczgcego wigzki
§wietlne w postaci ptytki ptaskoré6wnoleglej i pryz-
matéw, pomiedzy ktérymi naniesiona jest péiprze-
puszczalna warstwa metaliczna, uzyskujg jeden
czarny prazek zerowy. Uklad optyczny tych inter-
ferometré6w jest nastepujgcy. Réwnolegla wigzka
§wiatla padajaca z ukladu oSwietlacza ulega roz-
dzieleniu na wigzke przechodzaca i odbita od
warstwy pélprzepuszczalnej ukladu rozdzielajgcego
i laczacego wigzki Swietlne.

Jedna wigzka przechodzi przez komore z gazem
badanym, druga przez komore z gazem WwZzorco-
wym. Pryzmat dachowy umieszczony za komora-
mi odwraca bieg promieni, dzieki czemu wigzki
§wietlne przechodza powtérnie przez te same ko-
mory i padaja na poprzednio opisany zesp6l ptyt-
ki plaskoréwmolegltej z pryzmatem, w ktérym 1g-
czg sie i zostaja skierowane do obiektywu. Praz-
ki interferencyjne powstale przez nieznaczne skre-
cenie zespolu plytki plaskoréwnoleglej z pryzma-
tem wzgledem pryzmatu dachowego, odwzorowane
sg za pomocg obiektywu w przedmiotowej plasz-
czyZnie ogniskowej okulara z podzialka. Jeden
czarny prazek zerowy powstaje w wyniku zmia-
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ny fazy przechodzacych promieni przy odbiciach,
ktérych liczba dla obu rozdzielanych wigzek jest
réwna. Dodatkowa réznica drég optycznych wy-
wolana zmiang wspé6tezynnika zatamania gazu ba-
danego, powoduje przesuniecie réwnolegle ukladu
prazkéw w polu widzenia okulara. Obserwacja
przesuniecia czarnego prazka jest mozliwa, ponie-
waz odréznia sie on wybitnie od pozostalych praz-
kéw, ktére w miare odchylania si¢ od prazka ze-
rowego sg coraz mniej ostre i zabarwione.

Dotychczas stosowany w interferometrach dwu-
promieniowych zesp6t plytki plaskor6wnoleglej
z pryzmatem, stuzgcy do rozdzielania i laczenia
wigzek S$wietlnych oraz do uzyskania czarnego
prazka zerowego poprzez przesunigcie fazowe dwu
interferujgcych wigzek §wietlnych o /2 jest skom-
plikowany, wymaga zZmudnej i kosztownej obréb-
ki i wprowadza trudno$ci montazowe.

Pryzmat o wielu powierzchniach czynnych musi
byé wykonany z duzg dokladno$cia wymiaréw li-
niowych i katowych, gdyz stuzy réwmoczeSnie do
skierowania wigzki §wietlnej do obiektywu. Plyt-
ka ptaskoréwnolegla ma cztery powierzchnie pole-
rowane, w czym dwie powierzchnie mie réwmo-
legle — jedna powierzchnia dla wigzki of$wietla-
jacej i jedna powierzchnia czolowa od strony ko-
mér. Zesp6t plytki plaskoréwmnoleglej z pryzma-
tem musi byé sklejony kleiwem.o duzej jedno-
rodno$ci w celu uzyskania ostrych obrazéw prgz-
kéw. Po sklejeniu wspblna powierzchnia czolowa
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zespolu od strony komér musi byé wyréwnana
przez szlifowanie i polerowanie. Podczas montazu
przy skrecaniu tego zespolu w celu uzyskania
ukladu prazkéw, nastepuje odchylenie wigzki pro-
mieni wpadajacych do obiektywu, co wymaga do-
datkowej regulacji obiektywu.

Celem wynalazkn jest usuniecie tych niedogod-
mosci! przez zastosowanie takiego ukladu rozdzie-
lajgcego i 1gczacego wigzki swietlne, ktéry nie po-
siadalby:a;ad dotychczas stosowanych ukladéow.

Zadanje wytyczone w celu usuniecia podanych
niedogodnoS$ci zostalo rozwigzane zgodnie z wyna-
lazkiem w ten sposéb, ze uklad rozdzielajacy
i laczacy wiazki Swietlne stanowi plytka plasko-
r‘évmoileg}a pokryta na jednej powierzchmi (od
strony komoér) pasami pélprzepuszczalnych powlok
metalicznych, natomiast na drugiej — w czeSci
powierzchni odbijajgcej wigzki §wietlne — meta-
liczng powloka odbijajacg. Uklad ten — a wiec
plytka ptaskoréwnolegta posiada tylko dwie po-
wierzchnie czynne. Przedmiot wynalazku jest uwi-
doczniony w przykladach wykonania na rysunku,
na ktérym fig. 1 przedstawia uklad optyczny inter-
ferometru poré6wnawczego dwupromieniowego o osi
optycznej ukladu o$wietlajacego rownoleglej do
biegu promieni w komorach z gazem wzorcowym
i badanym, fig. 2 — uklad oswietlajacy o prosto-
padlej osi do biegu promieni w komorach 8 i 9,
fig. 3 — uktad o$wietlajacy o prostopadiej osi do
biegu promieni w komorach 8 i 9, przy czym ma
plytce rozdzielajacej i laczacej wiazki Swietlne
jest naklejona dodatkowa plytka do zmiany kie-
runku promieni o$wietlajgcych.

Jak uwidoczniono na fig. 1, §wiatlo z zaréwki
1 o$wietla diafragme polowa 2, ktéra znajduje sie
w plaszczyZnie ogniskowej obiektywu o$wietlacza
3. Otrzymana za obiektywem o$wietlacza 3 wigz-
ka $§wiatla pada na plytke plaskoré6wnolegla 4. Od
strony komér plytka plaskoréwnolegla 4 ma na-
niesione dwa pasy poéiprzepuszczalnej warstwy me-
talicznej 6, za§ z przeciwnej strony w czeSci po-
wierzchni odbijajacej wigzki $wietlne, jest pokry-
ta metaliczng powloka odbijajacg 20, najkorzyst-
niej srebrng.

Wigzka $wiatla ulega w punkcie 7 rozdzielaniu
na dwie wigzki Swietlne a i b. Wigzka a przecho-
dzi przez dwie jednakowe komory 8 napelnione
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gazem wzorcowym, za§ wigzka b przechodzi dwu-
krotnie przez komore 9 napelniong gazem bada-
nym. Powrotny bieg wigzek a i b w kierunku
piytki plaskoréwnoleglej 4 uzyskuje sie dzieki
pryzmatowi dachowemu. 10. Komory 8 i 9 sg her-
metycznie zamknigete z obu koncéow dwiema plyt-
kami zakrywajacymi 11. Po przejSciu przez ko-
mory 8 i 9 wigzki a i b spotykajg sie w punkcie
12, gdzie polgczone, razem padajg na pryzmat
odchylajacy 13. Polaczone wiagzki a i b interferujq
z sobg. Do obserwacji prazkéw interferencyjnych
stuzy uklad lunetowy skladajacy sie z obiektywu
14, plytki ogniskowej z podzialka 15 i okulara 16.
Na plytce ogniskowej 15 znajduje sie podziatka
um'oiliwiajqca pomiar wspotczynnika zalamania
gazu lub zawarto$ci procentowej skladnika zanie-
czyszczajacego gaz na podstawie przesuniecia czar-
nego prazka zerowego.

Fig. 2 przedstawia odmiane ukladu’ optycznego
interferometru, w ktorej o§ ukladu osSwietlajacego
jest prostopadla’-do biegu promieni w komorach
8 i 9. Uzyskuje si¢ to przez zastosowanie plytki
plaskoréwnoleglej 5 zastepujacej ptytke 4 z fig. 1.

Plytka plaskor6wnolegla 5 ma zwiekszong po-
wierzchnie w stosunku do ptytki 4 o niepokryta
warstwag po6lprzepuszczalng powierzchnie 17 umoz-
liwiajacg wejScie pmomieni z obiektywu oswietla-
cza 3. Fig. 3 przedstawia odmiane ukladu optyczne-
go interferometru, w ktorej o$ ukiadu o$wietlajace-
£0 jest prostopadia do biegu promieni w komorach
8 i 9 co uzyskuje sie przez naklejenie na plytke
plaskoréwnolegly 4 dodatkowej plytki 18, pokry-
tej na stronie niesklejonej metaliczng powloka od-
bijajacg 19. W tej ostatniej odmianie ukiadu uzys-
kuje sie mniejszg szeroko§é przyrzadu niz w od-
mianie przedstawionej na fig. 2.

Zastrzezenia patentowe

1. Interferometr poréwnawczy dwupromieniowy
z jednym czarnym prazkiem zerowym zna-
mienny tym, ze jego uklad rozdzielajgcy i 1a-
czacy wiazki §wietlne stanowig pasy (6) po-
wlok §wiattodzielgcych na przyklad metalicz-
nych, naniesione na plytke (4).

2. Odmiana interferometru wedlug zastrz. 1 zna-
mienna tym, ze do plytki (4) przyklejona jest
plytka (18), sluzgca do prostopadiego odchyla-
nia o$wietlajgcej wigzki Swiatta.
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